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【 手 続 補 正 書 】
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【 手 続 補 正 １ 】
【 補 正 対 象 書 類 名 】 特 許 請 求 の 範 囲
【 補 正 対 象 項 目 名 】 全 文
【 補 正 方 法 】 変 更
【 補 正 の 内 容 】
【 特 許 請 求 の 範 囲 】
【 請 求 項 １ 】
　 試 料 に 対 し て 電 子 ビ ー ム を 照 射 す る 電 子 光 学 系 と 、
　 前 記 試 料 を 保 持 す る 試 料 ス テ ー ジ と 、
　 前 記 試 料 に 照 射 さ れ た 電 子 ビ ー ム が 試 料 に 入 射 せ ず に 反 射 さ れ る よ う な 電 圧 を 前 記 試 料
ス テ ー ジ な い し 前 記 試 料 に 印 加 す る 手 段 と 、
　 前 記 電 子 光 学 系 か ら 試 料 へ 照 射 さ れ た 電 子 ビ ー ム と 前 記 試 料 か ら 反 射 さ れ た 電 子 と を 分
離 す る 分 離 手 段 と 、
　 該 分 離 手 段 に よ り 分 離 さ れ た 試 料 か ら の 電 子 を 検 出 し て 画 像 を 形 成 す る 画 像 検 出 部 と 、
　 得 ら れ た 画 像 を 解 析 し て 前 記 試 料 の 欠 陥 検 査 を 行 な う 画 像 処 理 部 と を 備 え た こ と を 特 徴
と す る パ タ ー ン 欠 陥 検 査 装 置 。
【 請 求 項 ２ 】
　 検 査 を 行 な う 試 料 に 対 し て 電 子 ビ ー ム を 照 射 す る 手 段 と 、
　 試 料 を 載 置 す る 試 料 ス テ ー ジ と 、
　 前 記 試 料 に 照 射 さ れ た 電 子 ビ ー ム が 試 料 表 面 に は 入 射 せ ず に 反 射 さ れ る よ う な 電 圧 を 前
記 試 料 ス テ ー ジ な い し 前 記 試 料 に 印 加 す る 手 段 と 、
　 前 記 電 子 ビ ー ム の 照 射 手 段 か ら 前 記 試 料 へ 照 射 さ れ た 電 子 ビ ー ム と 前 記 試 料 か ら 反 射 さ
れ た 電 子 と を 分 離 す る 分 離 手 段 と 、
　 前 記 分 離 手 段 か ら 得 ら れ る 電 子 を 検 出 し て 前 記 照 射 領 域 域 の 画 像 を 生 成 す る 手 段 と 、
　 該 生 成 さ れ た 画 像 を 画 像 解 析 す る こ と に よ り 前 記 試 料 の 欠 陥 を 検 出 す る 検 出 手 段 と を 有
す る こ と を 特 徴 と す る パ タ ー ン 欠 陥 検 査 装 置 。
【 請 求 項 ３ 】
　 試 料 を 載 置 す る 試 料 ス テ ー ジ と 、
　 該 試 料 ス テ ー ジ に 載 置 さ れ た 試 料 に 対 し て 電 子 ビ ー ム を 照 射 す る 手 段 と 、
　 前 記 電 子 ビ ー ム の 照 射 手 段 か ら 前 記 試 料 へ 照 射 さ れ た 電 子 ビ ー ム と 前 記 試 料 か ら 反 射 さ
れ た 電 子 と を 分 離 す る 分 離 手 段 と 、
　 前 記 試 料 ス テ ー ジ に 所 定 の 電 圧 を 印 加 す る 電 圧 源 と 、
　 前 記 試 料 か ら 飛 来 す る 電 子 を 検 出 す る 画 像 検 出 器 と 、



　 該 検 出 器 に よ り 検 出 さ れ る 信 号 を 処 理 す る 信 号 処 理 手 段 と を 有 し 、
　 前 記 電 圧 源 に よ り 前 記 試 料 ス テ ー ジ に 所 定 電 圧 を 印 加 す る こ と に よ り 、 試 料 に 対 し て 照
射 さ れ る 電 子 が 、 試 料 表 面 に は 入 射 せ ず に 反 射 さ れ る よ う に し 、
　 前 記 検 出 器 に よ り 前 記 分 離 さ れ た 電 子 を 検 出 し 、
　 前 記 検 出 器 で 得 ら れ る 検 出 信 号 を 前 記 信 号 処 理 手 段 に よ り 処 理 す る こ と に よ り 、 前 記 試
料 に 存 在 す る 欠 陥 を 検 出 す る こ と を 特 徴 と す る パ タ ー ン 欠 陥 検 査 装 置 。
【 請 求 項 ４ 】
　 電 子 ビ ー ム を 照 射 す る 電 子 線 照 射 手 段 と 、
　 被 検 査 試 料 を 載 置 す る 試 料 ス テ ー ジ と 、
　 前 記 被 検 査 試 料 ま た は 試 料 ス テ ー ジ に 対 し て 負 の 電 圧 を 印 加 す る 手 段 と 、
　 前 記 電 子 線 照 射 手 段 か ら の 電 子 ビ ー ム と 前 記 被 検 査 試 料 か ら 反 射 さ れ た 電 子 と を 分 離 す
る 分 離 手 段 と 、
　 前 記 試 料 よ り 反 射 さ れ た 電 子 ビ ー ム を 検 出 す る 手 段 と 、
　 該 検 出 手 段 に 接 続 さ れ た 画 像 処 理 部 と を 有 し 、
　 前 記 被 検 査 試 料 に は 入 射 せ ず に 反 射 さ れ た 電 子 を 前 記 分 離 手 段 に よ り 分 離 し 、 当 該 分 離
さ れ た 電 子 を 検 出 し て 得 ら れ た 信 号 を 解 析 す る こ と に よ り 前 記 被 検 査 試 料 に 存 在 す る 欠 陥
を 検 出 す る こ と を 特 徴 と す る パ タ ー ン 欠 陥 検 査 装 置 。
【 請 求 項 ５ 】
　 請 求 項 １ か ら ４ の い ず れ か １ 項 に 記 載 の パ タ ー ン 欠 陥 検 査 装 置 に お い て 、
　 前 記 分 離 手 段 と し て 偏 向 器 を 用 い た こ と を 特 徴 と す る パ タ ー ン 欠 陥 検 査 装 置 。
【 請 求 項 ６ 】
　 請 求 項 １ か ら ４ の い ず れ か １ 項 に 記 載 の パ タ ー ン 欠 陥 検 査 装 置 に お い て 、
　 前 記 電 子 光 学 系 は 、 電 子 線 を 発 生 す る 電 子 源 と 、 該 電 子 源 で 発 生 し た 電 子 線 を 、 一 定 面
積 を 有 す る 面 ビ ー ム に 広 げ る 手 段 と を 備 え た こ と を 特 徴 と す る パ タ ー ン 欠 陥 検 査 装 置 。
【 請 求 項 ７ 】
　 請 求 項 １ に 記 載 の パ タ ー ン 欠 陥 検 査 装 置 に お い て 、
　 前 記 画 像 処 理 部 は 、 前 記 試 料 表 面 上 の 一 の 面 積 領 域 に つ い て 得 ら れ る 画 像 信 号 を 、 他 の
面 積 領 域 に つ い て 得 ら れ る 画 像 信 号 と 比 較 し て 、 当 該 一 の 面 積 領 域 に お け る 欠 陥 を 検 出 す
る こ と を 特 徴 と す る パ タ ー ン 欠 陥 検 査 装 置 。
【 請 求 項 ８ 】
　 請 求 項 ２ に 記 載 の パ タ ー ン 欠 陥 検 査 装 置 に お い て 、
　 前 記 欠 陥 検 出 手 段 は 、 前 記 試 料 表 面 上 の 一 の 面 積 領 域 に つ い て 得 ら れ る 画 像 信 号 を 、 他
の 面 積 領 域 に つ い て 得 ら れ る 画 像 信 号 と 比 較 し て 、 当 該 一 の 面 積 領 域 に お け る 欠 陥 を 検 出
す る こ と を 特 徴 と す る パ タ ー ン 欠 陥 検 査 装 置 。
【 請 求 項 ９ 】
　 試 料 に 対 し て 電 子 ビ ー ム を 照 射 す る 電 子 光 学 系 と 、
　 前 記 試 料 を 保 持 す る 試 料 ス テ ー ジ と 、
　 前 記 試 料 ス テ ー ジ な い し 前 記 試 料 に 負 電 位 を 印 加 す る 手 段 と 、
　 前 記 電 子 光 学 系 か ら 試 料 へ 照 射 さ れ た 電 子 ビ ー ム と 前 記 試 料 か ら 反 射 さ れ た 電 子 と を 分
離 す る 分 離 手 段 と 、
　 該 分 離 手 段 に よ り 分 離 さ れ た 試 料 か ら の 電 子 を 検 出 し て 画 像 を 形 成 す る 画 像 検 出 部 と 、
　 得 ら れ た 画 像 を 解 析 し て 前 記 試 料 の 欠 陥 検 査 を 行 な う 画 像 処 理 部 と を 備 え た こ と を 特 徴
と す る パ タ ー ン 欠 陥 検 査 装 置 。
【 請 求 項 １ ０ 】
　 検 査 を 行 な う 試 料 に 対 し て 一 定 の 面 積 の 照 射 領 域 を 有 す る 面 状 の 電 子 ビ ー ム を 照 射 す る
手 段 と 、
　 試 料 を 載 置 す る 試 料 ス テ ー ジ と 、
　 前 記 試 料 ス テ ー ジ な い し 前 記 試 料 に 所 定 電 位 を 印 加 す る 手 段 と 、
　 前 記 電 子 ビ ー ム の 照 射 手 段 か ら 前 記 試 料 へ 照 射 さ れ た 電 子 ビ ー ム と 前 記 試 料 か ら 反 射 さ
れ た 電 子 と を 分 離 す る 分 離 手 段 と 、
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　 前 記 分 離 手 段 か ら 得 ら れ る 電 子 を 検 出 し て 前 記 照 射 領 域 域 の 画 像 を 生 成 す る 手 段 と 、
　 該 生 成 さ れ た 画 像 を 画 像 解 析 す る こ と に よ り 前 記 試 料 の 欠 陥 を 検 出 す る 検 出 手 段 と を 有
す る こ と を 特 徴 と す る パ タ ー ン 欠 陥 検 査 装 置 。
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